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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα τέλη της δεκαετίας του 80 καθώς η τεχνολογία αναπτυσσόταν όλο και περισσότερο δημιουργήθηκε η ανάγκη για 

την παροχή 3D εικόνας των επιφανειών σε ατομική κλίμακα. Εφόσον με το οπτικό μικροσκόπιο έχουμε όριο 

περίθλασης, η μελέτη επιφανειών έπρεπε να γίνει με άλλο τρόπο. Η λύση ήρθε από την κατασκευή ενός 

μικροσκοπίου σάρωσης σήραγγας (STM) από τον  Gerd  Binning και τον  Heinrich Rohrer το 1981 οι οποίοι 

τιμήθηκαν με βραβείο νόμπελ φυσικής το 1986.  Ωστόσο το STM μπορούσε να μελετήσει μόνο επιφάνειες οι οποίες 

ήταν ηλεκτρικά αγώγιμες. Έτσι ο Binning ανέπτυξε το AFM το οποίο μπορούσε να μελετήσει όλες τις επιφάνειες, 

αγώγιμες και μη.   

 

ΜΕΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ 

Τo ΑFM αποτελείται από τα παρακάτω κομμάτια: 

 

Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση ενός ανιχνευτή AFM. [8] 

 

1. Το δείγμα προς εξέταση 

2. Πιεζοηλεκτρικός σαρωτής 

3. Βραχίονας 

4. Ακίδα 

5. Διοδικό laser 

6. Φωτοδίδος 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η λειτουργία βασίζεται στις δυνάμεις  αλληλεπίδρασης της ακίδας με την επιφάνεια .Η ακίδα πλησιάζει  την 

επιφάνεια του δείγματος σε πολύ μικρή απόσταση και παρατηρούμε μια παραμόρφωση του βραχίονα λόγω των 

δυνάμεων αλληλεπίδρασης.  Οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης μπορούν να περιγραφούν με τη θεωρία Van der Waals. Το 

συνολικό δυναμικό αλληλεπίδρασης μεταξύ δυο ατόμων σε απόσταση r μεταξύ τους μπορεί να προσεγγιστεί από την 

συνάρτηση Lennard – Jones:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rohrer


όπου Α και Β σταθερές. 

Υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι λειτουργίας του AFM. 

 Ημιαστατική επαφή (Contact Mode) 

 Ταλαντούμενη επαφή (Non contact Mode) 

 Διακοπτόμενη επαφή (Tapping Mode) 
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